»FIB/SEM mikrosko
Priloha €. 1 - Technické p«

Typové oznaceni pristroje

Helios 5 Hydra CX

Zakladni pozadavky zadavatele

Pfedmétem zakdazky je dodani, instalace a zaskoleni pro praci na FIB-SEM mikr¢
induktivné vazaného plazmatu pro FIB/SEM mikroskopii za kryo-podminek.

Pozadované technické a funkéni vlastnosti(Nabidka
uchazece musi splfiovat vSechny niZe uvedené parametry)

Minimalni nabidka

lontovy tubus se zdrojem induktivné vazaného plazmatu

s minimalné dvéma rdznymi typy plyn(, a to xenon a

kyslik. lontovy tubus pracuje v minimalné v rozsahu ano
urychlovacich napéti 5-30kV. RozliSeni v obraze pfi

zobrazovani iontovym tubusem je <20nm.

Skenovaci elektronovy mikroskop pracujici minimalné v ano

rozsahu urycholovacich napéti 500V - 30000V.
Minimalné dva detektory elektron umisténé uvnitt

tubusu skenovaciho elektronového mikroskopu pro

detekci sekundarnich a zpétné odrazenych elektrond. ano
Minimalné jeden detektor sekundarnich elektrond

uvnitt komory mikroskopu

Stabilita elektronového tubusu méfena jako posun

prabéhu 12 hodinového méreni (interval mezi

jednotlivymi mérenimi v rdmci 12 hodinového testu je

maximalné 2 minuty) je mensi nez (0.7 x (pramér ano
béhem po instalaci mikroskopu v laboratofi objednatele

a je nezbytnou podminkou pro prevzeti instrumentu

objednatelem.



Rozliseni v obraze mérené na fezu nekontrastovaného
biologického vzorku (fezu burikou nebo tkani) za kryo-
podminek je <15nm. RozliSeni bude méreno metodou
"Fourier Ring Correlation" (FRC) na dvou SEM obrazech
nasnimanych na stejném misté v fezu. Rez je vytvoren
fokusovanym iontovym svazkem stejného mikroskopu.
FRC je vyhodnoceno na hranici 0.143. Kritérium bude
splnéno, pokud alesponi ¢ast obrazu o minimalni
velikosti 5x5um vykazuje zminované rozliSeni. Splnéni
tohoto parametru bude ovéreno béhem po instalaci
mikroskopu v laboratofi objednatele a je nezbytnou
podminkou pro prevzeti instrumentu objednatelem.
Komora mikroskopu obsahuje pétiosy eucentricky kryo-
stolek s rozsahem pohybu v X a Y minimalné 110mm,
prehledovou kameru, zafizeni pro plazmové Ccisténi
komory.

Tlak uvnitf mikroskopu je udrzovdn soustavou
bezolejovych pump.

Narlst kontaminace na povrchu biologického vzorku za
kryo-podminek je <15nm/hod. (méfeno jako primérna
hodnota v ramci  hodinového testu). Splnéni tohoto
parametru bude ovéfeno béhem po instalaci
mikroskopu v laboratofi objednatele a je nezbytnou
podminkou pro prevzeti instrumentu objednatelem.
Soucdsti doddavky je externi chladic¢ pracujici na principu
vzduch-voda.

Komora mikroskopu obsahuje dva systémy pro depozici
ochranné vrstvy platiny na povrch vzorku (Gas injection
system — GIS).

Zafizeni pro zvyseni vodivosti povrchu vzorku (sputter
coater) umoznujici aplikaci vrstvy na povrch vzorku bez
nutnosti prfenosu vzorku z vakuového systému
mikroskopu.

Software pro automaticky sbér FIB-SEM tomografickych
dat, software pro korelaci dat svételné a elektronové
mikroskopie a software pro automatickou pripravu
bunécnych lamel za kryo-podminek.

Knihovny pro ovladani funkci mikroskopu pomoci
skriptl v jazyce Python.

Soucasti dodavky bude kompletni dokumentace v
¢eském nebo anglickém jazyce.
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askopu s iontovym svazkem pracujicim na principu

Nabidka uchazece(Uchaze¢ uvede ANO/NE. V ptipadé, ze je v
technické specifikaci uvedena mezni hodnota rozméru nebo vykonu,
je nutno uvést konkrétni hodnotu, které jim nabizené plnéni
dosahuje. M3 se za to, Ze pokud uchaze¢ neuvede nékterou
pozadovanou hodnotu, jim nabizené plnéni dosahuje minimalni
hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimalni pozadovana
hodnota". Uchazec niZze uvedené hodnoty garantuje.)
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